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THE VISIBLE DIFFERENCE BX41M-ESD/BX51/BX51M/BX61/BXFM

System-Revolution




LEISTUNG UND FLEXIBILITAT
FUR HOCHSTE EFFIZIENZ BEI
DER INSPEKTION

* Logischer Aufbau fiir einfachste Bedienung durch weitere Verfeinerung der bewahrten Y-Form

* Hohere Flexibilitdt des Systems mit unibertroffener Freiheit bei der Auswahl und Kombination
der Komponenten durch neuen in den Arm integrierten Auflicht-Kondensor
* Ausgezeichnete Bildschiarfe und Giberlegene Auflésung fiir unterschiedlichste Inspektionen

mit der Hochleistungs-UIS-Optik






